DOKTORANTUROS STUDIJY DALYKO SANDAS

Mokslo kryptis Fakultetas /

Dalyko pavadinimas (Saka) Centras Katedra
kodas

Plonuyjy sluoksniy rentgeno Medziagy

. L . Chemija N 003 FTMC struktdrinés
spinduliy difrakcija L X
analizés skyrius
Studijy budas Kredity skaicius Studijy budas Kredity skaicius
Paskaitos Konsultacijos
Individualus 3 Seminarai

Dalyko anotacija

Plonujy sluoksniy tyrimo metodai pagrjsti rentgeno spinduliy difrakcija. Slystan€io kampo (angl.
Grazing incidence) metodas naudojamas plony (30 — 1500 nm) polikristaliniy medziagy sluoksniy
rentgeno difrakciniams tyrimams. LygiagreCiy rentgeno spinduliy pluodtelis, krentantis j plok3cio
bandinio pavirSiy mazu kampu ( 0,3 — 0,9°), slysta bandinio pavirSiumi dideliame plote, todél spinduliai
difraguoja Zymiai didesniame medziagos tiryje, negu ®/@ ar ©/20 metody atveju ir gaunamos
pakankamai intensyvios rentgeno difrakcijos smailés net ir plony sluoksniy atveju. Kei€iant spinduliy
kritimo kampg galima gauti difrakcijg i$ skirtingy gyliy. Difrakcijos bandinio plok§tumoje (angl. In-
plane) metodu galima tirti vos 1-10 nm storio sluoksnius, nes specialios optikos déka gaunama rentgeno
spinduliy difrakcija nuo ty sluoksnio kristalografiniy plokStumuy, kurios yra statmenos bandinio pavirSiui
t.y., priesingai nei nuo lygiagrediyjy plok$tumy ©/@ ar ®/20 metoduose. Siais plony sluoksniy tyrimo
metodais gaunama informacija apie plonyjy sluoksniy fazine sudétj, kristality dydj, kristality
vyraujancigjg orientacija.

Rentgeno spinduliy atspindzio (angl. X-ray reflectivity) metodu tiriamas plony ( 3-300 nm) sluoksniy
ar plony sluoksniy pakety storis, tankis ir pavirsiaus (pavirsiy) Siurk§tumas. Siuo metodu gali biti tiriami
ir nekristaliniai plonieji sluoksniai.
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